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EDITION 1
Septembre 1984

COMPOSANTS ELECTRONIQUES
DE QUALITE CONTROLEE

Conformément a la CECC 20 000 1°7¢ EDITION
(NF C 86-500)

UTE C 86-504

1 — DESCRIPTION MECANIQUE

Boitier CEI (a I'étude) .
Type : F 124 (voir 9.2)

ldentification des sorties :
(vue de dessus)

Repére

Anode 16 Base

Cathode 15 Collecteur

Non connecte

14 Emetteur

MARQUAGE :
Voir paragraphe 6 de ce document

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :

INFORMATIONS POUR LA COMMANDE :
Vaoir paragraphe 7 de ce document

SL 5500 SL 5504
SL 5501 SL 55045
SL 5511

2. — BREVE DESCRIPTION

— Matériau semiconducteur

— Matériaud’encapsulation :

Arséniure de gallium
silicium

plastique

PHOTOCOUPLEUR DIODE-PHOTOTRANSISTOR

3 — NIVEAUX D'ASSURANCE DE LA QUALITE

Classe V avec exigences supplémentaires

4, — VALEURS LIMITES (Systéme des limites absolues)

PARAGRAPHE Ces valeurs s’appliquent sur la plage VALEUR
CECC 20 004 des températures de fonctionnement SYMBOLE - UNITE
NF C 86-504 sauf indication contraire min max
4.1 Température ambiante de fonctionnement e —25 70 °C
4.2 Température de stockage g —40 100 °C
4.3 Température de soudure s 260 e ¢
Durée 105, 2 £0,5 mm du plan de siége
44 Tension inverse d’entrée caontinue VR 3 v
45 Tension collecteur-émetteur, tension continue
avec |, =0 \%
CEOQO
8 SL 5500 )
SL 5501 30 \%
SL 5511 q
SL 5504 8 80 \%
SL 55045
(Suite page suivante)

Se reporter & la liste des Produits Homologués CECC 00 200 * en vigueur pour connaitre les fabricants dont les composants

conformes & cette spécification particuliére sont homologués,

* Se reporter également au RCQ frangais : UTE C 00-191.



O RV VR RVITE|

PARAGRAPHE Ces valeurs s'appliquent sur la plage - VALEUR
CECC 20 co4 des températures de fonctionnement SYMBOLE T UNITE
NF C 86-504 sauf indication contraire min | max
4.6 Tension collecteur-base, tension continue VCBO
avec lE =0 [
SL 5500 2
SL 5501 70 V
stssit
SL 5504 120 v
SL 55048 180 Y
4.7.1 Tension émetteur-base, tension continue VE 80 7 Vv
avec EC =0
472 Tension émetteur-collecteur VECO 7 V
4.8 Tension continue de fonctionnement entre VIOWM 800 A
I'entrée et la sortie
4.9 Courant d'entrée direct continu a Tamb =25°C IF 60 mA
Facteur de réduction au-dessus de 65 °C 1,7 mA/K
|
4.10 Courant d’entrée de pointe a T, ', =25 °C leam 3 A
tp:lus‘; §=03%
Facteur de réduction au-dessus de 65 °C 90 mA/K
4.11 Dissipation de puissance du transistor de sortie Pwumutl 150 mW
al, =25 °C
Facteur de réduction 2 mW/K
4.12 Dissipation totale de puissance dans le boitier roit 250 mW
aT =25 °C
amb
Facteur de réduction 33 mW/K
VALEURS RELATIVES A L'ISOLEMENT
4.13 Tension d'isolement (valeur efficace) | — 2500 A
(45 Hz a 65 Hz) (voir note)

Note : Toutes les bornes d’entrées doivent étre court-circuitées et toutes les bornes de sorties doivent étre court-circuitées.




A 5. - CARACTERISTIQUES : Voir paragraphe 8 de ce

CECC 20 Lut.u0t

document pour les exigences de contrale (groupes A et C).

PARAGRAPHE ) Caractéristiques et conditions 3 Tams =25°C., VALEUR ' ]
{r:\lEFCC 20 004 Mesuré sauf indication contraire SYMBOLE - uNITE
C 88-504 IB =0 sauf pour hFE et !CBO min max
5.1 AZb Tension d’entrée directe 3 [g = 20 mA VE() 13 v
A2b g =2 mA VE(2) 1,2 Vv
5.2 A3 Tension de saturation collecteur-émetteur Vee sar 0.4 Vv
Conditions : SL 5500 lc =10 mA; I =50 mA
SL 5501
SL 5511 le=2 mA; Iz =20mA
SL 5504
SL 5504S
5.3 AZ2b Courant d’entrée inverse 3 Vg =3 V Ig 10 HA
5.4 A2b Courant résiduel collecteur-émetteur le=0
SL 5500 )
" SL 5501 { V. =10V
) sLs511 |
SL 5504 }V 50 vV lCEO(H 50 nA
SL 55048 "CE <
A3 SL 5500
SL 5501 ¢ V=30V
4 SL 5511
lceoi2) g HA
SL 5504 }v _80 v
SL 55045 CE ™
8.5 A4 Courant résiduel collecteur-base 8 Vcg=30Vetlg=0| Icgo 50 nA
5.6 A4 Valeur statique du rapport de transfert direct du hee 200 1200
couranta Veg =04V ; Ic =4 mA
etlg=0
5.7 A2b Rapport de transfert de courant continu Ic/1eq1) Vair
5.8 A3 Rapport de transfert de courant continu @ Vcg =5V Ic/lg(2) \ ci-dessous
et IF =2 mA
‘ . [ Ic/lgt1) Ic/lg(2} Ic/lg(1)
VCE:O,4V Vc E: 5 V VCE:O,4V
I,:=0,5mA |F~_~2|'1‘1A |F = 10 mA
min min min |max
SL 5500 - 0.4 0,6 3
SL 5511 0,2 0,25 - -
SL 5501
SL 5504 - 0,15 0,25 4
SL 5504S

@ { Suite page suivante)




IRTSRRIS e[S ERE 0}
PARAGRAPHE Caractéristiques et conditions 3 T = ]
CECC20004 | Mesuré . amp =25 C SYIB0 i
NF IR S sauf indication contraire LE : UNITE
lg =0 sauf pour hgg et lceo min max
5.9 C2a Temps total d'établissement a
IF=15mA;H=1k.Q;V:5V .
SL 5500
SL 5501 t 20 s
SL 5511 en
SL 5504
SL 55045 } fon 28 Hs
5.10 C2a Temps total de coupure &
lg=16mA;R=1kQ;V=5V"
SL 5500 |}
SL 5501 t 50 s
sCesn ) oft
SL 5504
SL 55045 } Lotf — Hs
513 A2b Résistance d’isolement entre |'entrée et la sortie. Rlo 109 Q
pour une tension V| o = 1000V (vair note)
5.13 C2a Capacité entre I‘entrée et la sortie pour une fré- CIo 1.3 pF
quence spécifiée 1 MHz, IF =0, ,C =0 {vair note)
Note ;: Toutes les bornes d’entrées doivan-i &tre court-circuitées et toutes les bornes de sorties doivent étre court-circuitées.

5. — MARQUAGE : Chaque dispositif porte le marquage suivant .

— margue du fabricant,
— numéra de modéle,

— date codée.

7. — INFORMATIONS POUR LA COMMANDE :

— numéro du modéle,

— numeéra CECC de la spécification particuliére, et numéro d‘édition,

— toute autre particularité,
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8. — CONDITIONS D'ESSAIS ET EXIGENCES DE CONTROLE

Dans cette partie, les numéros de paragraphesdonnés en référence se rapportent 4 la CECC 20 000 sauf indication contraire.

-~

GROUPE A
Lot par lot
Tous les essais sont non destructifs (3.5.6)
) CONTROLE
EXAMEN QU ESSAI Conditions & 'l‘amb =25 °C
(Ref. 4.3.4/...) sauf indication contraire ( L,ler:;tE:” ?ftfil:ig?ecf}
- : voi
18 = 0 sauf paour hFE et ICBO
min max UNITE NC NQA

Toutes les piéces prélevées pour les essais des sous-groupes Al 3 A4 auront subi un essai de tension d‘isolement de 2 500 V
(valeur efficace, 45 4 65 Hz).

-

Ce sont principalement I'examen visuel (A1) et les mesures de RIO et IC/IF (A2) qui permettent de savoir si les composants
ont subi avec succes |'essai de tension d‘isolement.

Sous-groupe A1 | 0,65 %
Examen visuel 4.2.1
Sous-groupe AZa : ‘ I 0,15 %
Dis;’nsitifs inopérants (voir note 2) ]
Ve (1) (L-006) 6.5 Vv
lp (L-007) Identique au Sous-groupe A2b 1 mA
lcea) (C-008) 5 LA
Rio (C-012) 500 kQ
-3

IC/IF(”(C-OIO) 4.10
Sous-groupe A2b I 0,65 %
VF(” (L-006) lg=20mA 1,3
Ve (L-006) lg=2 mA 1,2
lceo(r) (C008) g

SL 5500

SL 5501 VCE=10V

SL 8511 50 ik

SL 5504 _

SL 55045} Veg =90V

= 9

Rio (C-012) VIO_IOOOV 10 Q
IC“F(H (C-010) VCE=0.4V

SL 5500 : I =10mA 0,5 3

SL5511 : Iz =0,5mA 0,2

SL 5501

SL 5504 ([ =10mA 0,25 4

SL 5504S




Lot 0t

Groupe A
Lot par lot (suite)

Tous les essais sont non destructifs (3.5.6)

CONTROLE
EXAMEN QU ESSAI Conditions a Tamh =25 °C
(Ref. 4.3.4/...) sauf indication contraire LIMITES ASSURANCE
oz (vair note 1 i 4
lg= 0sauf pourh.p et ..o ) (vair note 4)
min max UNITE NC NQA
Sous-groupe A3 | 0,65 %
Ve (sar) (€-005) SL5500: Ir=50mA
lC =10 mA
SL 5501 ’ 0.4 Y%
515511 lF =20 mA
SL 5504
sLss04s] lc=2 mA
I/l gy (C-010) [e=2mA; Vg =5V
SL 5500 0,4
SLS511 0,25
1 SL 5501
SL 5504 0,15
SL 5504S
| SL 5500
G SL 5501 } VCE=3OV
SL 5511
10 HA
SL 5504 ~
sL 55045} Veg =80V
Sous-groupe A4 I 1%
hFE (C-011) VCE=0,4V;IC=4mA 200 1200
lF =0
Vignican G093 Il =10 pgA; 1. =0
SL 5500
SL 5501 70 \
SL 5511
SL 5504 120 v
SL 55048 180 Vv
V(BR’EBO(C-OO4) IE =10uA, |F=0 7 Vv
et
VigriecolC:002) le =10pA; [.=0 7 .
lego  (C-009) Veg=30V ; 1.=0 50 nA




Groupe B
Lot par lot

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (3.5.6).

CECC 20 004-001

CONTROLE
EXAMEN QU ESSAI Conditions & Tamb =25 C
ET REFERENCE S . i LIMITES ASSURANCE
sauf indication contraire twoirnate 1) (voir note 4)
min max UNITE NC X NQA
Sous-groupe B1 S2 2,5%
Dimensions au calibre (4.2.2) A, A1, by, c,e”, Lmin, Z Voir 9.2
* tolérance de position sur les sorties
Sous-groupe B3 S2 4 %
Pliage des fils (D) (4.4.9) Non applicable
Sous-groupa B4 S4 25%
Soudabilité (4.4.7) Méthode du bain de soudure Etamage correct
Suivie de résistance du marquage CEIl 68-2-45 Essai XA Le marquage doit rester
aux solvants e Solvant : R 113 (70 %) lisible
et alcool isopropylique (30 %)
e Température :23 °C +5 °C
e Méthode 1 (avec frottement)
P e Tampon : papier mousseline
Sous:groupe B5 S4 25%
Variations rapides de tempé- Essai Na
rature (4.4.4) suivies par .—40, + 100 °C
— chaleur humide cyclique Essai Db
(D) (4.4.2) Variante : 2
Mesures finales :
Ve
I .
lceo(t) Comme en A2 Comme en A2
Rio
Ie/Te)
Saus-groupe B6 Il 0,04 %
Détection de défauts (Annexe E & la CECC 20 000)
intermittents en température circuit 1 avec
H1=R2=1kf2,VCc=SV Voir note 3
et
circuit 2 avec
R3 =27k, Vec=5V
Sous-groupe B8 S3 1.5%
Endurance électrique (4.5) 168 h de fonctionnement électrique
Vieillissement & chaud et sous (Voir Annexe A1 & la CECC 20 004)
tension de travail
IF=50mA: Tamb=70 °c
V,,=800V
Mesures finales : 10
lg =
legoin) Comme en A2 et A3 Comme en A2 et A3
Ic/le(2)
Rio

Sous-groupe RCE (3.5.5)

Information par attributs pour B4, B5 et B8.




Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (3.5.6).

Groupe C - Périodique

CONTROLE
EXAMEN DLHESSAL Conditions a T, =25 °C
ET REFERENCE o ) LIMITES ASSURANCE
sauf indication contraire (voir note 1) (voir note 4)
lg =0 min max UNITE p n c
Sous-groupe C1 3 20 1
Dimensions par mesure (4.2.2) 422 Voir 9.2
Dousigrouns Goa 61 13| 1
Cio (C-013) =1MHz 13 pF
ton‘toff (C-014) lg=16mA; R=1kQ
V=25V ,
SL5500 ) {c__ 20 s
SL 5501
SL 5511 tott 50 s
SL 5504 | }fon 50 us
SL 5504S) !ty ¢ 150 s
Sous-groupe C2b 6 10 1
1
Mesures en température des 433 T =70 °C
caractéristiques électriques _ amb
VF(H I|= = 20 mA 1.3 \'
[R VR =3V 10 HA
| SL5500 |
EQ(1
e SL550T § Voo = 10V
SL5511 500 nA
SL 5504 _
SL 55048 g VCE = By
lp=0;1;=0
/e Veg = 04V
SL 5500 : [F = 10 mA 0,4 3
SLS511 lF = 0,5mA 0,2
SL 5501
SL 5504 IF = 10 mA 0,25 4
SL 55045
IC“F(2) |F=2mA:VCE =5V
SL 5500 0.3
SL 5511 0,25
7 SL 5501
SL 5504 0,15
SL 5504S
m_ SRS W




Groupe C - Périodique fsuite)

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (3.5.6).

CECC 20 004-001

CONTROLE
EXANEN U ESSAl e Tamb =29 % LIMITES ASSURANCE
. ; ; . ! C
EF REFERENCE sauf indication contraire (voir nate 1) (voir note 4)
min max UNITE p n c
Sous-groupe C3 6 8 1
Traction (D) (4.4.9) Valeur =500 g,, (4.4.9)
Sous-groupe C4 6 18 1
Résistance a la chaleur de sou- Essai : Méthode du bain
dage (D) (4.4.8)
Suivie de résistance du composant CE|l 68-2-45 Essai XA
aux solvants e Solvant : R 113 (70 %)
et alcool isopropylique (30 %)
s Température : 23 °C x5 °C
) e Méthode 2 (sans frottement)
Mesures finales :
VEn) ) Comme en A2 Comme en A2 '
lceo)
Sous-groupe C6 6 8 1
Chqcs ou vibrations non applicable
Sous-groupe C7 3 18 1
Chaleur humide (continue)
(D) (4.4.3) 56 jours
Mesures finales :
VE@)
Ig
lceo (1) Comme en A2 Comme en A2
RlO |
le/Teqry
Sous-groupe C8a 3 30 3
Endurance électrique (4.5) 1000 h (voir annexe A2b de la
CECC 20 004)
Essai relatif a la diode d'entrée :
||: = 5CmA ; Tamb =70 °C
Essais relatifs au phototransistor :
— Blocage : Vce = VCEO max
— Fonctionnement : Ic =30 mA ;
VCE=5V 3 Tamb =25°
Sous-groupe C8b 3 18 1
Endurance électrique non applicable
polarisation (dérive ionique) =

(Suite page suivante)
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Groupe C - Périodiquefsuite)

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (3.5.6). &
CONTROLE
EXAMEN OU ESSAI Conditionsa T, . =25 °C
ET REFERENCE .. amb ) LIMITES ASSURANCE
sauf indication contraire (voir note 1) (voir note 4)
min max UNITE p n o3
Sous-groupe C9 3 32 | 3
Stockage & haute tempé- 1000 h min a Tsr max
rature (D) (4.4.1) .
Mesures finales :
VEm ’
Ir
lceo (1} Comme en A2 Comme en A2
- @
lc/le(1)
Sous-groupe RCE (3.5.5) : Information par attributs pour : C3, C9
Information par mesure avant et aprés C8

Note 1 : Les limites min et max applicables en groupe A sont prises comme références, en groupes B et C, sous forme de LIS et LSS (limite
inférieure/supérieure de la spécification).

Note 2 : Inopérants définis comme suit :
VF toute tension supérieure 3 5 fois la valeur maximale spécifiée en sous-groupe AZb

| tout courant supérieur & 100 fois la valeur maximale spécifiée en sous-groupe A2b

R
ICEO tout courant supérieur & 100 fois la valeur maximale spécifiée en sous-groupe A2b
VIORM spécifié (volts)

toute valeur telle que le rapport sOit supérieur a 1 mA
10 P
HIO mesurée fQP

R

1
IC/I E toute valeur inférieure 3 T&J de la valeur minimale spécifiée en sous-groupe A2b. @

Les conditions d’essais du sous-groupe AZ2a sont les mémes que celles du sous-groupe AZb.

Note 3 : Tout circuit ouvert ou tout court-circuit constitue un défaut.
Note 4 : NC = niveau de contrdle

NQA niveau de qualité acceptable

p = périodicité en mois

prélévement

a
I

c = critére d’accepration




R 9.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

9.1 Conditions recommandées de montage ;

Température : 230 °C & 260 °C

Durée :3s5a 10s.

9.2 Dimensions du baoitier.

CECC 20 004-001

b
Detail 1 \ b
Note 8 i~
Me
, Ay Note 9 :” 541'
4 [
& n Note 1 k
e PRE S T _..-I’}:.__ _£__ \\\
\
L -
3 ”.l UJ 0 1\°1 [AR70.25mm
1 1 1 ] 1 I 010‘10" )
Détail 1 | l | [
1 1 1 [} 1 I Z
JzZEE e
millimétres \ ' inches degrés
réf. - notes
min. nom. max min nom. max min. max.
A - - 5,08 - - 0,200
Aq 0.51 - - 0,020 - - 1
@ b - = 1,77 - - 0,070 2
; by 0,381 - 0,508 0,015 - 0,020 2
‘ c 0,204 - 0,304 0,008 s 0,012
e - 2,54(%) = — 0,100(") o
e - 7.62(%) - - 0,300(") - 3
L 2,6 - 3.9 0,098 - 0,154
Ly - = 0,76 - - 0,030 4
ME - - 8-5 - - 0,335 5
a 0 15
“ Signifie position géométrique exacte.
réf. F 105 F 105A F116 F 116A F117 F117A | F 124 F 124A F 143 F 143A notes
n 14 14 8 8 16 16 L, 6 6 18 18 6
Z max. 2,54 1,27 2,54 127 2,54 1,27 2,54 1,27 2,54 1.27 7

©

(notes page suivante).
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aates du paragraphe 9.2

— Plan du siége :le plan du sitge est déterminé lorsque les sorties du dispositif sant insérées en butée dans des trous de diamétre
0.80 mm £ 0,005 mm (0,0315" £0,020") disposés axialement suivant la grille de module @/

2 — La configuration des sorties n'est pas imposée dans 1a transition de b a 131 et la forme des sorties extrémes peut différer de celle des autres

sorties camme figuré sur le dessin et le détail 1.

Cette dimension correspond 4 la position géométrique exacte des axes des sorties au niveau du plan du sidge lorsque les sorties sont Insérées
en butée comme spécifié dans la note 1.

— L'espacement des sorties est mesuré dans la zane L'l‘

Distance hors tout du plus grand écartement des sorties lorsqu'elles sont insérées en butée comme spécifié dans la nate 1.

6 — nestle nombre de sorties.

7 — Les boitiers F 105A, F 116A, F 117A, F 124A et F 143A pPeuveny étre montés sans perte de pas, leur dépassement Z étant inférieur 3

e/2 ; le montage des autres boitiers implique 1a perte d’au moins un pas, leur dépassement Z étant compris entre e/2 et e,

A — Zone d'un repére visible sur I3 face supérieure.

La forme du pliage des sorties et leur contour dans la limite de ME et au-dessus du plan du siége ne sont pas imposés.

Le mode de rattachement des sorties au baitier n’est pas imposé ; d'autres modes de rattachement tels que ceux des vues de détail 2, 3 et
4 ci-dessous sont possibles. Dans le cas de la vue de détail n °4, la dimension 8 devient sans objet.

1 -

Detail 2 Detail 3 Detail &






